
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) 
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Zeiss Gemini 300 model FieldEffect SEM üzerinde secondaryelectron (SE) ve back-scatteredelectron 

(BSE) dışında daha düşük hızlandırma voltajlarında düşük çalışma mesafesinde yüksek çözünürlük 

sağlayan in-lens dedektörü, geçirimli modda çalışan STEM dedektörü  veelemental analiz imkanı 

sunan EDS dedektörleri bulunmaktadır. Yalıtkan numunelerin görüntülenebilmesi için nanometre 

düzeyinde altın kaplama altyapısı mevcuttur.  

SEM ile korelatif olarak çalışabilen motorize tabanlı optik mikroskop sayesinde bu mikroskopta alınan 

görüntülerin haritalandırılmasıyla koordinatları belirlenen bölge aynı numune tutucunun SEM’e 

taşınmasıyla daha detaylı incelenebilmektedir. Brightfield, darkfield ve CDIC modları bulunan optik 

mikroskop ile numuneler 5x, 10x, 20x ve 100x büyütmelerde incelenebilmektedir. 
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